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AGH  BADAWEZR

Skaningowy mikroskop elektronowy Nova
Nano SEM 450

| FEI Nova NanoSEM 450 |
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Opis techniczny:

Zrédto elektronéw Schottk'ego o wysokiej stabilnosci pradu wiazki, niska i
wysoka proznia. Detekcja elektronéw wtornych (SE), wstecznie
rozproszonych (BSE), TLD-SE i -BSE, tryb transmisyjny (STEM), Mozliwosci
analityczne EDS, EBSD, WDS, Obrazowanie mikrostruktury HR-SEM (SE,
BSE) Analiza EDS, WDS skladu chemicznego Analizy orientacji
krystalograficznych (EBSD) Obrazowanie w trybie STEM

Nazwa handlowa: Nova Nano SEM 450

Wiecej szczegolow: /equipment/skaningowy-mikroskop-elektronowy-2/
Rodzaj dostepu: Zewnetrzna

Rodzaj akredytacji / certyfikatu: Nie dotyczy

Osoba kontaktowa: Kopyscianski Mateusz

Osoba kontaktowa - adres strony www: https://skos.agh.edu.pl/osoba/
mateusz-kopyscianski-7513.html

Jednostka odpowiedzialna: Wydziat Inzynierii Metali i Informatyki
Przemystowej
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Grupa / laboratorium / zespoél: Laboratorium skaningowej mikroskopii
elektronowej KIPiAM https://kipiam.agh.edu.pl/

Data ostatniej aktualizacji: 16 lutego 2023 09:22
Rok wprowadzenia do uzytkowania: 2012
Obszary badawcze IDUB:

(POB 1) Zréwnowazone technologie energetyczne, odnawialne zrédta
energii i magazyny energii oraz zarzadzanie zasobami. Projektowanie,
wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesow

(POB 2) Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamknietym:
potaczenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu
produktywnosci i minimalizacji odpadéw oraz tworzenia i
wykorzystywania wiedzy

(POB 7) Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiatow i
przysztosciowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejscie
laczace inzynierie materialowa z chemia, fizykag, matematyka i medycyna

Mozliwosci badawcze:

Badania struktury nanomateriatéw, morfologii i sktadu chemicznego prébek
nieprzewodzacych w niskiej i zmiennej prozni. Analiza topografii orientacji
materiatow drobnokrystalicznych z petna identyfikacja fazowa, Analizy
punktowe, liniowe oraz powierzchniowe pierwiastkéw z wykorzystaniem
spektrometréw EDXS i WDXS, Analiza orientacji krystalograficznych z
wykorzystaniem EBSD oraz transmisyjna dyfrakcja EBSD.

Warunki udostepniania infrastruktury:

W ramach uméw i zleconych zadan badawczych/upowaznienie kierownika
Katedry IPiAM
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